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Předmluva

Tento dokument (EN 15305:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2009.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci kteréhokoliv nebo
všech takových patentových práv.

Tématem „Nedestruktivní zkoušení – Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů“
se zabývá tento dokument a několik dalších evropských norem, jmenovitě:

EN 13925-1 Všeobecné zásady●

EN 13925-2 Postupy●

EN 13925-3 Přístroje●

EN 1330-11 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Termíny používané při rentgenové difrakci●

polykrystalických a amorfních materiálů

Pro vyjádření spojitosti mezi tématy popsanými v jednotlivých normách, je v příloze A uveden diagram
znázorňující typické operace ve vztahu na XRPD.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Zbytkové deformace v krystalických materiálech mohou být určeny analýzou rentgenové difrakce. Za
předpokladu lineárních elastických distorzí jsou vypočteny příslušná zbytková pnutí.

V tomto dokumentu se popisuje postup měření a techniky analýzy.



1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje nedestruktivní metodu měření pro stanovení makroskopického
zbytkového nebo aplikovaného pnutí v oblasti těsně pod povrchem pomocí analýzy rentgenovou
difrakcí u polykrystalických vzorků nebo komponentů.

Mohou být analyzovány veškeré materiály s dostatečným stupněm krystalinity, avšak s omezeními
v následujících případech (stručné indikace jsou uvedeny v kapitole 12):

gradient napětí;●

gradient mřížových parametrů;●

drsnost povrchu;●

nerovné povrchy (viz 5.1.2);●

silně texturované materiály;●

hrubozrnné materiály (viz 5.1.4);●

vícefázové materiály;●

překrývající se difrakční linie;●

široké difrakční linie.●

Specifické procedury vyvíjené pro určení zbytkového napětí v případech uvedených výše nejsou
v tomto dokumentu obsaženy.

Popsaná metoda je založena na úhlově disperzní metodě v reflexní geometrii tak jak je popsána
v normě EN 13925-1.

Doporučení obsažená v tomto dokumentu jsou míněna pro analýzu pnutí, kde je určen pouze posuv
difrakční linie.

Tato Evropská norma nepokrývá metody analýzy zbytkového pnutí založené na synchrotronovém
rentgenovém záření a nebere v úvahu vyčerpávajícím způsobem veškeré možné oblasti použití.

Ochrana před zářením. Vystavení kterékoliv části lidského těla rentgenovému záření může být
zdraví škodlivé. Tudíž kdykoliv je používáno rentgenové zařízení, je nezbytné přijmout odpovídající
opatření, tak aby byla ochráněna jak obsluha tak kterákoliv jiná osoba v okolí. Doporučený postup při
ochraně před zářením je, stejně jako limity pro stupně ozáření, ustanovený v národní legislativě každé
země. Pokud v zemi nejsou oficiální regulace nebo doporučení, aplikují se nejnovější doporučení
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


